[image: image1.png]MICRO-2005




ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
для дІагностики 
матерІЇ:
ДОСЯГНЕННЯ І 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

МІКРО - 2005

17 листопада 2005 року

КИЇВ, УКРАЇНА

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ


INSTRUMENT-MAKING
FOR MATTER DIAGNOSTICS:
ACHIEVEMENTS AND 
DEVELOPMENT PROSPECTS

MICRO - 2005

17 November 2005

KIEV, UKRAINE
SEMINAR PROGRAM
PROGRAM OF THE SEMINAR “MICRO- 2005”

	17 November 2005

	9.00-10.00
	Registration of the seminar participants

	
	Co-chairmen: Shpak A.P., Uchida K. 

	10.00-10.30
	Welcome speech

Shpak A.P., Uchida K.

	10.30-11.10
	Latest Technology on Transmission Electron Microscope and its Applications to Nanomaterials

Oikawa T.

	11.10-11.50
	Advanced SEM for Nano Tech Research

Kabaya A.

	11.50-12.30
	Introduction of New EPMA and its Advanced Application

Ono Y. 

	12.30-13.00
	Coffee Break

	
	Co-chairmen: Firstov S.A., Oikawa T.

	13.30 –14.10
	Nikon Optical Microscope: Introduction of the Latest Models

Yurkovets D.I.

	14.10-14.50
	Scanning Probe Microscopy in Investigation of Nanomaterials

Karbivskii V.L.

	14.50-15.20
	EM- investigations of Interfaces in Micro- and Nanostructured Materials

Firstov S.A.

	15.20-15.50
	Coffee Break

	
	Co-chairmen: Petrov Yu.N., Yurkovets D.I.

	15.50-16.20
	The Application of Analytical System JEM 2000 FXII/AN 10000/EELS for Complex Investigation of Metals and Alloys

Petrov Yu.N.

	16.20-16.50
	Scanning Probe Microscopy and Spectroscopy in Application to Nanoelectronic and Nanomedicine

Lytvin P.M.

	16.50-17.20
	Scanning and Transmitting Electron Microscopy in Botanical Investigations

Klymchuk D.A.

	17.30
	Social Function on the Occation of the Seminar
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	9.00-10.00
	Реєстрація учасників семінару

	
	Співголови: Шпак А.П., Учіда К. 

	10.00-10.30
	Вступне слово
Шпак А.П., Учіда К. 

	10.30-11.10
	Нова технологія електронної мікроскопії на про​сві​чування та її застосування до наноматеріалів

Оікава Т.

	11.10-11.50
	Нові SEM для досліджень у галузі нанотехнологій

Кабая А.

	11.50-12.30
	Представлення нової EPMA та її сучасні застосування

Оно Й.

	12.30-13.00
	Перерва на каву

	
	Співголови: Фірстов С.О., Оікава Т.

	13.30–14.10
	Оптичний мікроскоп Nikon: представлення останніх моделей

Юрковєц Д.І.

	14.10-14.50
	Сканівна зондова мікроскопія у дослідженнях наноматеріалів

Карбівський В.Л.

	14.50-15.20
	EM- дослідження меж розділу в мікро- та наноструктурних матеріалах
Фірстов С.О.

	15.20-15.50
	Перерва на каву

	
	Співголови: Петров Ю.М., Юрковєц Д.І.

	15.50-16.20
	Застосування аналітичної системи JEM 2000 FXII/AN 10000/EELS для комплексних досліджень металів і сплавів

Петров Ю.М.

	16.20-16.50
	Сканівна зондова мікроскопія та спектроскопія у застосуванні до наноелектроніки та наномедицини
Литвин П.М.

	16.50-17.20
	Сканівна та просвічуюча електронна мікроскопія в ботанічних дослідженнях
Климчук Д.О.

	17.30
	Офіційний прийом з нагоди семінару


